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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPOSANTS INDUCTIFS A HAUTE FREQUENCE -
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET METHODES DE MESURE -

Partie 1: Inductance pastille de I'ordre du nanohenry

AVANT-PROPOS

La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mopfdiale \de normalisation

domaines de [|'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autrg$ activité kli es Normes
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux trava national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationalss, 3 ales et non

gouvernementales en I|a|son avec la CEl, partlmpent egalement aux

du possible un accord international sur les sujets étudiés, & 2 < ités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

Les documents produits se présentent sous la forme/de i internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications technique ‘ g et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

Dans le but d'encourager l'unification internat ke i de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure pessi 3]

IobJet de droits de p
responsable de @

des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
51/658/FDIS 51/675/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les directives ISO/CEI, Partie 3.

L’annexe A fait partie intégrante de cette norme.

Le comité a décidé que la présente publication restait valable jusqu'en 2006. A cette date,
selon la décision du comité, la publication sera:

reconduite;

annulée;

remplacée par une édition révisée, ou
modifiée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

HIGH FREQUENCY INDUCTIVE COMPONENTS -
ELECTRICAL CHARACTERISTICS AND MEASURING METHODS -

Part 1: Nanohenry range chip inductor

FOREWORD

participate in this preparatory work. International, governmental and no
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collabdtates
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technlc
international consensus of opinion on the relevant subjects
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommend \ ationakuse and are published in the form
of standards, technical specifications, teck . id %- are accepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, ndertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum ,€x S their national and regional standards. Any
divergence between the |IEC Standard and the { ational or regional standard shall be clearly
indicated in the latter

5) The IEC provides no markidg p al and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in

6) Attention is drawn to thg possiRili elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. T be heldkresponsible for identifying any or all such patent rights.

International Sta been prepared by IEC technical committee 51

Full information on

\ FDIS Report on voting
) 51/658/FDIS 51/675/RVD

e voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annex A forms an integral part of this standard.

The committee has decided that this publication remains valid until 2006. At this date, in
accordance with the committee’s decision, the publication will be

reconfirmed,;

withdrawn;

replaced by a revised edition, or
amended.
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COMPOSANTS INDUCTIFS A HAUTE FREQUENCE -
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET METHODES DE MESURE -

Partie 1: Inductance pastille de I'ordre du nanohenry

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie les caractéristiques électriques et les méthodes de
mesure pour l'inductance pastille de I'ordre du nanohenry qui est normaley wtilisée dans la
gamme de hautes fréquences (supérieure a 100 kHz).

2 Reéférences normatives

amendements).

CEIl 60249-1:1982, Matériaux de base pd

3 Inductance, fact

3.1 Inductan@

L'inductance d'un deNpar la méthode du courant/tension vectorielle.
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HIGH FREQUENCY INDUCTIVE COMPONENTS -
ELECTRICAL CHARACTERISTICS AND MEASURING METHODS -

Part 1: Nanohenry range chip inductor

1 Scope

methods for the
08 kHz) range.

This International Standard specifies electrical characteristics and measuring
nanohenry range chip inductor that is normally used in high frequency (ovg

2 Normative references

3 Inductance, Q-factg

3.1 Inductance

The inductance ind
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3.1.1 Circuit de mesure

Lx

Ls

Cq

1228/02

Légende

Ry résistance de source (50 Q)

R résistance

Ly inductance en essai

Cq capacité distribuée d'une bobine e

Ly inductance série d'une bobine en essa
Ry résistance série d'une bobine en essai
""" | signal de référence de phase

Evy,Ev,  voltmétre vectoriel

G générateur de signa

La bobine d'indu € i rée dans un support d'essai spécifié dans la norme
correspondante. Si t spécifié, un des supports d'essai suivants A ou B doit

3.1.2.1

La forme et Ies.dimensions du support A doivent étre conformes a l'illustration de la figure 2.

! Structure de connexion
au circuit de mesure

Longueur électrique

Electrode extrerne

Electrode centrale

\ \
Bobine en essai Matériau diélectrique

IEC 1229/02

Figure 2 — Support A
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3.1.1 Measurement circuit

Lx

Ls

Cq

1228/02
Key

Ry source resistance (50 Q)

R resistor

Ly inductor under test

Cq distributed capacitance of inductor undéntest

Ly series inductance of inductor under te

Ry series resistance of inductor under test

""" | phase reference signal
Ev4,Ev, vector voltmeter
G signal generator

Figure 1 — E i ector voltage/current method

3.1.2
The inductor shall k¢ i fixture as specified in the relevant standard. If no
fixture is specified following test fixtures A or B shall be used. The fixture used

3.1.2.1

The shape s y g’ of fixture A shall be as shown in figure 2.

/ Structure of connection to
the measurement circuit

Electrical length

External electrode

Central electrode

\ |
Inductor under test Dielectric material

IEC 1229/02

Figure 2 — Fixture A


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/dbefbde3-2aea-4afb-acff-dc0a510cd71d/iec-62024-1-2002

-8- 62024-1 O CEI:2002

Tableau 1 — Dimensions de /et d
Dimensions en millimetres

Taille de la bobine c_i'inductance ! d
en essai
1608 1,6 0,95
1005 1,0 0,60
0603 0,6 0,36

Les électrodes du support d'essai doivent étre en contact avec les électrodes de la bobine
d'inductance en essai par une force mécanique fournie par une méthode appropriée. Cette

impédance caractéristique aussi proche que possible de 50 Q.

3.1.2.2 Support B

Le support d'essai B illustré a la figure 3 doit étre utilisé

%/

lectrode centrale

Matériau diélectrique

<\% X %\—/
N e < Structure de connexion
N\

au circuit de mesure

IEC 1230/02

Figure 3 — Support B

Les électrodes du support d'essai doivent étre en contact avec les électrodes de la bobine
d'inductance en essai par une force mécanique fournie par une méthode appropriée. Cette
force doit étre choisie de maniere a fournir une stabilité de mesure satisfaisante sans
influencer les caractéristiques de la bobine d'inductance. La force de I'électrode doit étre
spécifiée.

La structure entre le circuit de mesure et le support d'essai doit maintenir une impédance
caractéristique aussi proche que possible de 50 Q.

La dimension d doit étre spécifiée entre les parties concernées.
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Table 1 — Dimensions of / and d
Dimensions in millimetres

Size of inductor under test l d
1608 1,6 0,95
1005 1,0 0,60
0603 0,6 0,36

The electrodes of the test fixture shall be in contact with the electrodes of the inductor under
test by mechanical force provided by an appropriate method. This force shall be chosen so as
to provide satisfactory measurement stability without influencing the characteristics of the
inductor. The electrode force shall be specified. The structure betweg easurement
circuit and test fixture shall maintain a characteristic impedance as nea to 50 Q.

3.1.2.2 Fixture B

The test fixture B as shown in figure 3 shall be used.

n electrode

d Dielectric material

Structure of connection with
measurement circuit

IEC 1230/02

Figure 3 — Fixture B

The electrodes of thé test fixture shall be in contact with the electrodes of the inductor under
test by mechanical force provided by an appropriate method. This force shall be chosen so as
to provide satisfactory measurement stability without influencing the characteristics of the
inductor. The electrode force shall be specified.

The structure between the measurement circuit and test fixture shall maintain a characteristic
impedance as near as possible to 50 Q.

Dimension d shall be specified between the parties concerned.
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